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WIR SEHEN MEHR!

Elementverteilungsbild (Mapping)

Bei heterogenen Gefligen, Verbundwerkstoffen, Beschichtungen oder bei der Suche nach
Verunreinigungen im Mikrobereich kann ein Elementverteilungsbild Aufschluss tber die Verteilung
von chemischen Elementen in den betrachteten Bereichen geben.

Damit kénnen ortsabhangig charakterisiert werden

Phasen, Ausscheidungen oder Teilchen in Gefligen

Kontaminationen auf Oberflachen

Beschichtungsaufbauten im Querschnitt u.a.m.
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So kdnnen beispielsweise nicht eindeutig an ihrer Form, Grélke oder Farbe erkennbare Phasen in
geatzten Gefligen chemisch charakterisiert werden. Bei unbekannten Kontaminationen auf
Oberflachen, die aus dem Herstellungsprozess stammen kdnnen, hilft die Aufnahme eines
Mappings, den verursachenden Fertigungsschritt zu finden.

Konzentrationsprofil (linescan)

Der Nachweis einer ortsabhangigen Anderung der chemischen Zusammensetzung im Mikrobereich
kann mit Hilfe der Aufnahme eines Konzentrationsprofils im Rasterelektronenmikroskop mit einem
energie dispersiven Mikrobereichsanalysator (EDX) erfolgen.

Beschichtungsubergange in den Grundwerkstoff oder Diffusionsschichten kdnnen so qualitativ und
quantitativ charakterisiert werden. Dazu ist im Allgemeinen die Herstellung eines
metallographischen Mikroschliffes erforderlich.

Der frisch praparierte Schliff wird in ein Rasterelektronenmikroskop eingeschleust und der zu
untersuchende Bereich eingestellt. Anschlieend erfolgt mit dem EDX-Detektor die Aufnahme des
Konzentrationsprofils entlang einer vorgegebenen Strecke.

— — X

AG: 2000% - HV-20 KV. WO 145 i Px: 0,21 % ,
Aufnahme eines Line Scans Konzentrationsprofil von Cr in einer Chromdiffusionsschicht

Arbeitsschritte
- Festlegen einer Messlinie der zu ermittelnden chemischen Elemente
- Festlegen der Messzeit und der Messpunktanzahl
- automatische Aufnahme des qualitativen Konzentrationsprofils
- standardfreies Quantifizieren am ersten Messpunkt
- automatische Berechnung der restlichen Messpunkte und Fertigstellen der Line-Scan-
Ansicht
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